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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
| A FIBRES OPTIQUES -
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES -

Partie 3-16: Examens et mesures —
Rayon de la face terminale des embouts polis sphériquement
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AVANT-PROPOS

voriser la coopération internationale pour toutes les questions de
électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres acti

ons.
2) Bs par les
q ment dans
Ia plus grande mesure possible un acco
3) ( e rapports
4) pliquer de
rs normes
régionale
q
La - spositifs
d’interconnexion : Si la CEl:
Fib
Le u des documents suivants:
DIS Rapport de vote
86B/521/DIS 86B/594/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a lI'approbation de cette norme.

La

CEl 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Dispositifs

d’interconnexion et composants passifs & fibres optiques — Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures:

Partie 1: Généralités et guide
Partie 2: Essais
Partie 3: Examens et mesures
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-16: Examinations and measurements —
Endface radius of spherically polished ferrules

FOREWORD

1) The IE] (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sta dardlatn
all natignal electrotechnical committees (IEC National Committees). The object\ of th
international cooperation on all questions concerning standardization in the elgs{rica
this end and in addition to other activities, the IEC publishes internationa Stan
entrusted to technical committees; any IEC National Committee intere
participate in this preparatory work. International, governmental and nrgn-gove me)
with the|lEC also participate in this preparation. The I1EC collaborate
for Stapdardization (I1SO) in accordance with conditions de
organizgtions.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techmcal s pre p by

all the National Committees having a special inté
internationai consensus of opinion on the subjects de

3) They have the form of recommendations for interhationa
reports pr guides and they are accepted by the

4) In order to promote internationa ges undertake to apply IEC Internati
Standargs transparently to th& maxi X s in their national and regional standards.

divergerLce between the IEG Sta A ingMational or regional standard shall be clearly
indicatefd in the latter.

International Stand 3-1¢ prepared by sub-committee 86B: Fibre optic
interconngcting devices K i i

following documents:

x \ \D/lg ~ Report on voting

\ \§GB/521/DIS 86B/594/RVD

The text ¢f this stan

Full information on th ting for the approval of this standard can be found in the report
voting indicated in the above table.

on

IEC 1300 consists of the following parts, under the general title: Fibre optic interconnecting

devices and passive components — Basic test and measurement procedures:

Part 1: General and guidance
Part 2: Tests
Part 3: Examinations and measurements
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DISPOSITIFS D’'INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
, A FIBRES OPTIQUES —
METHODES FONDAMENTALES D’ESSAIS ET DE MESURES —

Partie 3-16: Examens et mesures —
Rayon de la face terminale des embouts polis sphériquement

1 Généralités

1.1| Domaine d’application et objet

L'objet de la présente partie de la CEl 1300 est de décrire de

1.2| Description générale

Le rayon R de la face terminale de 'embout est défini c6 de courbpre de la
portion de face terminale qui est bombée pour polissea e. Il est
généralement admis que la face terminale de I'embo 18 g alors qu’en réalité elle
est| dans bien des cas, asphérique (voir la figu

CEl 297195
onnde courbure de la face terminale

Le e |3 ¢ terminale peut étre mesuré en utilisant 'une fles trois

Méthode 3 — Utilisation d’un microprojecteur de profil pour effectuer une simplel mesure,
ve¢ méthode oui/non, des faces terminales profilées par contact physique e} contact
physique angulaire.

1.3 Référence normative

Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEl 1300. Au moment
de la publication, I'édition indiquée était en vigueur et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente partie de la CEl 1300 sont invitées a rechercher la possibilité d’appliquer
I'édition la plus récente du document normatif indiqué ci-aprés. Les membres de la CEIl et de
I''SO possédent le registre des Normes internationales en vigueur.

ISO 2538: 1974, Ajustements — Séries d’angles et d’inclinaisons de prismes
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FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS -
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES -

Part 3-16: Examinations and measurements —
Endface radius of spherically polished ferrules

1 General

1.1 Scope and object

The objegt of this part of IEC 1300 is to describe procedures for meas diy the
endface gf a spherically polished ferrule.

1.2 Gengral description

The ferrdle endface radius R is defined as the radiug of curva f portion of the

endface which is domed for physical contact poli at the endface|is

spherical| although in practice the endface jis often

IEC 297195
curvature of the endface

Three meg afe d ihed\ easuring the endface radius.

Metho

Metho A Zi eparation of interference rings when the endface is imaged with
an interferomete

Method 3 & Use of a profile projector to make a simple go/no go measurement of physital
contagt'and angled physical contact shaped endfaces.

1.3 Normative reference

The following normative document contains provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this standard. At the time of publication, the edition indicated was valid.
All normative documents are subject to revision and parties to agreements based on this part
of IEC 1300 are encouraged to investigate the possibility of applying the. most recent edition of
the normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of
currently valid International Standards.

ISO 2538: 1974, Limits and fits — Series of angles and slopes on wedges and prisms
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2 Matériel

2.1 Méthode 1 — Profilage

Le matériel se compose des éléments suivants.
2.1.1 RainureenV

L'axe de la rainure en V est vertical ou, dans le cas d’embouts angulaires, le dispositif de
fixation de la rainure en V doit étre orienté suivant I'angle nominal de la pointe de I'embout.
Conformément a I'lSO 2538, P'angle idéal pour une rainure en V est de 108°.

2.1l2 Vérificateur de surface

Le [vérificateur de surface, muni d’'une sonde en forme de cale,
molivement de la sonde soit perpendiculaire a Faxe de I'’embo

2.113 Enregistreur de diagrammes

L'epregistreur de diagrammes est destiné a enregi dy vérificateur dg surface
quand il parcourt la face terminale de 'embout.

Embout
A“L

9,

Enregistreur de diagramme

ainure en V CEl 298195

Figure Exemple de montage pour mesure par la méthode 1 (profilage

2.2 Sthode2—1interférométrie
Le matériel se compose des éléments suivants.
2.2.1 Dispositif de fixation pour rainures en V

Ce dispositif occupe une position paralléle & I'axe de vue d’un interférométre a plaque plate ou
d’'un interférométre de type sans contact qui fonctionne & une longueur d’onde spécifique.
Dans le cas d’un embout a face terminale angulaire, le dispositif de fixation pour la rainure en

V doit étre réglé suivant I'angle nominal de la face terminale de I'embout.
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2 Apparatus

2.1 Method 1 — Profiling

The apparatus consists of the following elements.
2.1.1 V-groove

The V-groove axis is vertical or, in the case of the angled type ferrules, the V-groove fixture
shall be adjusted according to the nominal angle of the ferrule tip. The preferred angle for a V-
groove is 108° according to 1SO 2538.

2.1.2 Profilometer

A profilometer, equipped with a chisel type probe, is arranged so that thé n
perpendigular to the axis of the ferrule.

2.1.3 Chart recorder

A chart recorder is used to record the trace of the profilometer across the endfgce
of the ferfule.

Profilometer

9,

Chart recorder

-groove : 1EC 298195

Figu ~ Example of apparatus using method 1 (profiling)

2.2 Method 2 - Interferometry
The apparatus consists of the following elements.
2.2.1 V-groove fixture

This fixture is parallel to the viewing axis of a flat plate interferometer or a non-contact
interferometer operating at a known wavelength. In the case of angled endface type ferrules,
the V-groove fixture shall be adjusted according to the nominal angle of the ferrule endface.
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2.2.2 Télécaméra avec moniteur

Elle permet de visualiser les franges d’interférence qui proviennent de la prise de vue, par
I'entremise de l'interféromeétre, de la face terminale sphérique de I'embout.

2.2.3 Instrument de visualisation

[l peut étre manuel ou automatique, et permet de calculer le diamétre et la position de deux

anneaux au moins.
Anneau m
Anneau m+1
Anneau m
Moniteur

Mirroir Source monochromatique

il
Y

Lentilles de collimation

Echantillon a mesurer
CEI 299195

Figure 3 —Exemple de montage pour mesure par la méthode 2 (interféroméfrie)

2.3—Methode-3—=Microprojecteur-deprofit
Le matériel se compose d’un microprojecteur de profil ayant ies caractéristiques suivantes:

— agrandissement de 20 x minimal;

— éclairage simultané du sommet et du bas;
— tableau goniométrique;

-~ graphique a réticule;

— diagramme avec profil minimal et maximal de I'objet & mesurer.
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2.2.2 Television camera and monitor

This allows the display of the interference fringes that result from viewing the spherical endface
with the interferometer.

2.2.3 Means of vision

This may be manual or automatic and permits the determination of the diameter and location of

at least two rings.
Ring m
c Ring m+1
me
amera Ring m+2
Monitor

<

Mirror %\ Monochromatic source
ﬂ<\(\ A
v

ollimating optics

Sample to be measured

1EC 299195

Figure 3 xample of apparatus using method 2 (interferometry)

2.3 Method 3 — Profile projector

The apparatus consists of a profile projector having the following features:

— magnification of 20x minimum;

—~ simultaneous top and bottom side illumination;
-~ goniometer table;

— cross-hair chart;

— chart with the minimum and maximum profile of the object to be measured.
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3 Procédure

3.1 Méthode 1 — Profilage

NOTE — Les traces de certains vérificateurs de surface montrent exclusivement I'état de finition de la
surface. Il se peut donc que ces vérificateurs de surface relévent la courbure de la surface sans la précision
nécessaire.

3.1.1 Fixer I'embout dans la rainure en V de fagon que la partie de I'embout contigué a sa
face terminale soit en contact avec la rainure en V. La longueur du trongon de I'embout qui est
en contact avec la rainure en V doit étre deux fois celle du diameétre de I'embout dans la zone
de contact.

3.1.2 Etalonner la pointe burinante du vérificateur de surface pour placer son anglg inférieur
petpendiculairement a I'axe de I'embout.

3.1.3 Régler I'appareil de fagon que le tracé du vérificateur de(su ) vers ['axe
de [I'embout.

3.1.4 Actionner le vérificateur de surface pour obtenir &\qui erse”’la surface de la
fade terminale de I'embout en indiquant, sur I'enregistreu i q ement de

la pointe en fonction de la longueur (voir figure 2).
3.1.5 Calculer le déplacement vertical de | de 4 i ut et sur

delix points équidistants par rappe int. isi acon que

3.1.6 Calculer le rayon de courbure

ou

Pdur obts 5 \de ion, plusieurs points du tracé peuvent étre numérisés pour
l'introdusti : salcul de tracé du cercle.

CEl 300195

Figure 4 — Mesures pour le calcul du rayon de courbure
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3 Procedure

3.1 Method 1 — Profiling

NOTE - The traces of some profilometers only show surface finish and may not accurately show the

curvature of the surface.

3.1.1 Affix the ferrule in the V-groove so that the portion of the ferrule closest to the end
face is in contact with the V-groove. The length of the ferrule contacting the V-groove shall be

two times the diameter of the ferrule in the contact area.

3.1.2 Adjust the chisel tip of the profilometer so that the bottom edge of the tip is

perpendiqular to the axis of the ferrule.

3.1.3 Adjust the apparatus so that the profilometer trace passes throt
ferrule.

3.1.4 Cause the profilometer to trace across the surface of
displacement as a function of length on the chart recorder (seg/f

3.1.5 Calculate the vertical displacement of the probe 2
at two ppints equidistant from the highest point.
approximptely 500 pm in diameter.

3.1.6 Calculate the radius of curvature R

where

c is the length @
h is the height of thg

For addit i \ 3 gm the trace may be digitized and entered into a circle

fit calculgti

h
7/ )
R
IEC 300195

Figure 4 — Measurements for calculating the radius of curvature
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3.2 Meéthode 2 - Mesure par interférométre

3.2.1 Fixer I'embout dans la rainure en V et pointer l'interférométre pour obtenir les franges
d'interférences de la zone qui entoure e trou au centre de la face terminale de I'embout.

3.2.2 Mesurer le diamétre de deux anneaux désignés par m et m+p, ol I'anneau m+p est plus
grand que 'anneau m. Choisir les diamétres m et m+p pour couvrir une surface d’environ 500
pm qui entoure le centre de 'embout. Calculer le rayon de courbure selon I'équation suivante:

R=(D2p,p~ D2,)/4ph

all

R est le rayon de courbure calculé;

Dmsp
D, estle diamétre de 'anneau m.

est le diameétre de 'anneau m+p;

On|remarque que deux anneaux quelconques peuvent étre Rris enx i . [r obtenir
lan

br le rayon

3.3

3.3 assemblés, monter le conngcteur en
orie la configuration correspondante sur le
tab
3.3 r obtenir
une
3.3 bout sur
I'ég
3.3
3.3 'image de
I'er i goncerne
les

3.3/6/, Déplacer le tableau goniométrique le long de l'axe X pour confronter l'image de
I'embott projetée sur I'écran avec le réticule sur le diagramme. 'In
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3.2 Method 2 — Interferometer measurement

3.2.1 Affix the ferrule to the V-groove and focus the interferometer to obtain the interference

fringes in the area surrounding the bore at the centre of the ferrule endface.

3.2.2 Measure the diameter of two rings designated as m and m+p, where ring m+p is larger
than ring m. Choose the m and m+p diameters to cover an area of approximately 500 um
around the centre of the ferrule. Calculate the radius of curvature from the following equation:

R=(D2p,p— D2n)/4pA

m+p
where

R is the calculated radius of curvature;
Dmap is the diameter of the m+p ring;

D, is the diameter of the m ring.

Note that|any two rings can be used to make the measurement.

NOTIE - For additional confidence, measure the diameter of three 0
radiyis based on all the possible combinations of two ring diame

3.3 Method 3 — Profile projector

3.3.1 For completely assembled connec

the screep.

3.3.3 Inptall the chart y
projection screen. 6

3.3.4 Se¢t the scree

the charfl acgording to
connectofs

3.3.6 Mpve the'geniom
screen with the ¢ross-hait pattern on the chart.

ulate an average

of
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CEl 301/95

APC min./max

4 Détails a préciser

Leg détails suivants doj

cére p

4.1

Connecteurs.devant étre appliqués sur une face terminale angulaire

4.2| Méthode 2 — Interférométre

écisés dans la spécification particu

liere:

— Longueur d'onde de la source de lumiére monochromatique ou longueur d'onde équi-

valente du filtre utilisé avec un interférométre a lumiére blanche

Conditions requises pour la rainure en V

Agrandissement au microscope

Finition de la surface sur la face terminale

connecteurs devant étre appliqués sur une face terminale angulaire

Angle d'inclinaison nominal, si la rainure en V est de type spécifique pour des
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PC min./max.

IEC 301/95

Figure 5

APC min./max.

4 Detail$ to be specified
The following details, as ap ecified’in the relevant specification:

4.1 Method 1 - Pro

— Norpinaldngle of tilt if V-groove for angled endface connectors

4.2 Method 2 — Interferometer

— Wavelength of monochromatic light source or equivalent wavelength of the filter used
with a white-light interferometer

Requirements of V-groove

Magnification of microscope

Surface finish of endface

Nominal angle of tilt of V-groove for angle endface connectors
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